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Erkennung von Partikeln mit verschiedenen Mikroskopen

REM Bilder

EDX-Mapping

Raman Bilder

Raman Spektren

(und andere)
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BAuA Mikroskope

SEM Hitachi SU8200

Bruker FlatQUAD EDX-

Detector

Raman WITec apyron 300 RA
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Datenerfassung Software TiNa

Orientierung der Probe

Positionen (Bildfelder) definieren

Ein Bild / Mapping pro Position und Mikroskop
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Filteranalyse

REM

SE Bild

Objekterkennung

Partikel, Faser

Gesundheitsschädlich:  ja/nein

Klassifizierung

EDX

EDX Mapping

Raman

Raman Bild/Mapping

Korrelative Mikroskopie
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REM Bilder

Hitachi SE Bild 3kV Hitachi SE Bild 1kV
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Automatische Bildregistrierung

Erkennung von Ähnlichkeiten

Differenzbild
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REM Bilder

Hitachi SE Bild 3kV Bruker SE Bild 12kV mit EDX-Mapping
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Automatische Bildregistrierung

Erkennung der Poren - Konstellationsvergleich

Differenzbild



26.09.202410 2. AK WS-SEM

REM, Raman Bilder

Hitachi SE Bild 3kV Raman Bild
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Automatische Bildregistrierung

Erkennung der Poren - Konstellationsvergleich

Differenzbild
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Objekterkennung

Klassische Bildverarbeitung

Schwellwertverfahren
REM-SE 3kV Bild

Künstliche Neuronale
Netze (KNN)
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Bilder und Objekte überlagert

Hitachi SEM-SE 3kV:
Übersicht und Objekterkennung

Bruker EDS-SE 12kV:
Bild – Mapping Korrelation

Erkannte Objekte
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Automatische Erkennung des Materials durch Form und chem. Zusammensetzung

Aluminiumpartikel ?

Sandkorn ?

Zellulosefaser ?

Ausblick: Klassifizierung von Partikeln

SE-Bild überlagert mit Elementen Al, Si
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Unterstützte Mikroskope

REMs, die TiNa unterstützt:

• Hitachi SU5000/SU8xxx

• point electronic DISS5-Upgrade

In Vorbereitung:

• Thermo Fisher Phenom XL

• point electronic DISS6-Upgrade

EDX-Systeme, die TiNa unterstützt:

• Bruker XFlash und FlatQUAD

In Vorbereitung:

• Oxford EDX System

Raman-System, das TiNa unterstützt:

• Raman WITec apyron 300 RA
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Korrelative Mikroskopie zur Partikelklassifizierung

Die automatische Bildaufnahme von Mikroskopbildern und EDX/Raman-Spektren 

ermöglicht eine automatische Erkennung und Klassifizierung von 

gesundheitsgefährdenden Partikeln!

Zusammenfassung


